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Abstract –  
In this paper, we have analyzed the dielectric functions of CuInSe2 photovoltaic thin films, 

21 iε+ε=ε .Thus we have obtained the dispersion spectra corresponding to ( )λε1  and ( )λε2  
from spectrophotometry measurements for different thicknesses of thin films. 
 
Résumé –  
Nous analysons dans cet article, les fonctions diélectriques des couches minces 
photovoltaïques CuInSe2, 21 iε+ε=ε . A cet effet, nous avons obtenu les spectres de 
dispersion correspondant à ( )λε1  et ( )λε2  à partir des mesures spectrophotométriques pour 
différentes épaisseurs de couches minces. 
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